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アメリシウム酸化物の XAFS測定 

XAFS measurement of Am oxides 
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1   はじめに 
アメリシウムなどの放射性物質、特にα放射体は、

取り扱いが可能な施設が限られており、研究手段も

それほど多くないのが現状である。その中で、物質

構造科学研究所・放射光科学研究施設（Photon 
Factory:PF）の BL-27 は、アメリシウムの XAFS 測
定が出来、物性研究が可能な数少ない施設である。 
本報告では、AmO2及び Am2O3の XAFS 測定した

結果を報告する。 

2   実験 
Am 核種として、同じ Bq 数でも試料量が多く使

用できる半減期が長い 243Am を用いた。243AmO2 及

び 243Am2O3は、グローブボックス中で合成し、グロ

ーブボックス中に設置してある X 線回折測定により
確認をおこなった[1,2]。図１に Am2O3のスペクトル

を示した。ZrN は、内部標準試料である。これらの
試料から BL-27 の許可量である 37MBq を分取し、
グラファイト粉末と良く混合し、ペレットを作成し、

容器に封入し、密封線源を作製した。この密封線源

を A 型輸送容器に入れ PF へ輸送し、XAFS 測定用
試料とした。XAFS 測定は、試料を専用のチェンバ
ーに入れ、Am-L3 吸収端（約 18.5keV）で測定した。 

3   結果および考察 
測定した EXAFS スペクトルを図２（上）、

XANES スペクトルを図２（下）に示した。EXAFS
スペクトルを解析した結果、X 線回折の結果と一致
した。また、XANES スペクトルでは、図２（下）
に示したように AmO2と Am2O3のでは差が見られた。

XANES スペクトルと第一原理計算をおこなった結
果を比較し、電子構造について検討した[1-4]。 

4   まとめ 
試料量を多く使用できない Am でも、輝度が高く

許可がある PF で Am 酸化物の XAFS スペクトルを
測定することが出来た。 
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図１：Am2O3の X線回折測定 
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図２：AmO2 及び Am2O3 の EXAFS（上）、
XANES（下）スペクトル 
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